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PrzyStawka mikroskopowa

Przedmiotem wynalazku jest przystawka mikroskopowa stuzaca do obserwacji zmian zachodzacych w ba-
danym metalu lub stopie w czasie jego odksztalcania plastycznego przez rozcigganie.

Dotychczas do obserwacji zmian w badanym materiale stosowane byty przyrzady konstruowane jedno-
stkowo na wlasny uzytek laboratoryjny. Nie byto natomiast przyrzadu produkowanego przynajmniej w matych
seriach. .

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji przystawki mikroskopowej, ktéra mozna by byto zastoso-
wacé w celu badania zmian zachodzacych w metalu w czasie jego odksztatcania, do kazdego mikroskopu metalo-
graficznego. : B

Cel ten zostal osiagniety w konstrukcji przystawki wedlug wynalazku, ktéra przy niewielkich zmianach :
konstrukcyjnych jej uchwytu mozna zastosowaé do kazdego typu mikroskopu metalograficznego. - )

Istote przystawki wedtug wynalazku stanowi to, Ze cz¢s¢ robocza przystawki sktadajgca si¢ z podstawy |
iuchwytéw, na ktérych sa zamocowane kostki majace wykonane otwory z umieszczonymi w nich watkami
z mimosrodem jest potaczona z jednej strony poprzez srube z nakretka, sprz¢gto, watek napedzajacy i przektad-
ni¢ §limakowa ze Zrédtem napedu, az drugiej strony poprzez belke pomiarows i dZwignig jest potaczona ze
znanym miernikiem mikroskopowym, przy czym podstawa czesci roboczej jest wymienna i moze by¢ dostoso-
wana do kazdego typu mikroskopu metalograficznego.

Przystawka wedtug wynalazku jest blizej wyjasniona na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat
kinematyczny, a fig. 2 konstrukcj¢ urzadzenia.

W wymienionej podstawie 17 umocowanej do stotu mikroskopu za pomocg §rub 18 jest wykonana prowad-
nica, w ktdrej s3 osadzone przesuwnie uchwyty 7 i 14. Z jednej strony podstawy 17 jest zamocowana czg§¢
oporowa 6 Sruby napedowej 5, azdrugiej strony podstawy 17 jest zamocowany uchwyt 12, w ktérym za
pomoca radetkowanej sruby 10 jest zamocowany mikronowy czujnik 11. Koricdéwka czujnika 11 opiera sig¢
o dZwignie 13 polaczona z belkg pomiarowa 15. Na uchwytach 7 i 14 s3 zamocowane kostki dociskowe 9,
w ktérych otworach s3 umieszczone watki 8 z mimosrodem. W uchwycie 7 jest wykonany gwintowany otwor,
w ktéry wchodzi sruba napgedowa b zamocowana w cz¢sci oporowej 6. Z drugiej strony §ruby 5 osadzone jest
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wysuwnie sprzeglo 4 zesprzgglone ze $cigtym koricem watka napgdowego 3 potaczonego przektadnia slimakowa
2 z elektrycznym silnikiem 1. ' ‘

Po zamontowaniu urzadzenia na stole mikroskopu zaktada si¢ mikroprébke 16 w uchwyty 7 i 14 i zaciska
kostki 9 przy pomocy mikrosrodéw 8. Naste pnie wywoluje si¢ naprezenie wstgpne w mikroprébee przekrecajac
srube napedowa 5. Nastepnie mocuje si¢ czujnik mikronowy 11 w uchwycie 12 za pomoca Sruby radetkowanej
10. Po ustawieniu ostrosci obserwowanego obrazu mikroprébki 16 na mikroskopie zasprzegla si¢ watek napedo-
wy 3w sprzegto 4.

Po wlgczeniu silnika elektrycznego do sieci nastapi powolne rozcigganie mikroprébki z predkoscia
0,4 mm/min. Mechanizm przystosowany.jest do rozciagania mikroprébki z maksymalng sita wynoszacg 60 kG
ina taka maksymalng site przeliczone jest sprzegto ubezpieczajace 4. Wielkosé silty rozciagajacej rejestrowana
jest poprzez czujnik mikronowy 11, przy czym wielko$¢ wychylenia czujnika 11 odpowiada wielkosci sity
rozciagajacej w kG. )

Wielkosé wydtuzenia mikroprébki mierzona jest przy pomocy specjalnej sruby do poziomu przesuwu stotu
mikroskopu, przy czym wielko$é wydiuzenia prébki odpowiada podwdjnej wielkosci przesunigcia stotu mikro-
skopu podczas korekcji przy obserwacji. Maksymalna wielkos¢ wydluzenia mikroprébki wynosi, 60% przy
czynnej dtugosci, wynoszacej 10 mm.

Istnieje moziwoséé recznego napedu urzadzenia poprzez radetkowana srubg napedowa & po odiaczeniu
czgsci napedowe;j.

: Zastrzezenie patentowe

Przystawka mikroskopowa stuzaca do obserwacji zmian zachodzacych w badanym metalu w czasie jego
plastycznego odksztatcenia, naktadana na mikroskop metalograficzny wyposaZona w czujnik mikrometryczny,
znamienna tym, ze czg$¢ robocza sktadajgca si¢ z podstawy (17), uchwytéw (7 i 14), na ktérych s3 zamocowane
dociskowe kostki (9) majace wykonane otwory z umieszczonymi w nich watkami (8) z mimosrodem, jest pola-
czona z jednej strony poprzez $jube z nakretka (5), sprzggto (4), walek napedzajacy (3) i przektadnie dlimako-
wa (2) ze zrédtem napgdu (1), a z drugiej strony poprzez belke pomiarowa (15) i dzwignig (13) jest potaczona
ze znanym miernikiem mikronowym (11), przy czym podstawa (17) jest wymienna i moze by ¢ dostosowana do
réznych typéw mikroskopéw metalograficznych.
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